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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 15年 7月 24日 (2003.7.24)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 請 求 項 ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 請 求 項 ２ 】
前 記 解 析 波 長 領 域 を 設 定 す る 工 程 で は 、
前 記 酸 化 膜 の 屈 折 率 を ｎ ｏ ｘ 、 膜 厚 を ｄ ｏ ｘ と し 、 ｍ を 任 意 の 正 数 で あ る と す る と 、 前 記
解 析 波 長 領 域 を 示 す λ と し て 、
【 数 １ 】
　
　
　
　
　
を 満 た す 範 囲 に 設 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 半 導 体 層 の 膜 厚 測 定 方 法 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ５ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ５ ６ 】
【 数 １ ３ 】
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